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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高速AFMは、従来型のAFMと同様に、振動させたカンチレバーの先端にある探針が
試料表面を走査することにより像を取得する。カンチレバーと試料間に形成される
空間にはバルク状態の水分子が存在しており、カンチレバーを振動させると水分子
の粘性抵抗によってプローブや試料に対して好ましくない振動が発生する。これら
の現象（スクイーズフィルム効果）は観察試料を低速で走査する従来型AFMであれ
ば無視できる現象であったものの、観察試料を高速で走査する場合には、影響が顕
在化すると考えられる。しかしながら、高速AFMは比較的新しい技術であり、スク
イーズフィルム効果による像への影響はほとんど研究されてこなかった。スクイー
ズフィルム効果の検証には、形状等が同一で純粋に長さのみが異なる探針を準備す
ることが望ましい。そこで、本研究においては、プラズマアッシングにより、探針
形状を制御する方法の確立を目指す。

実験
Experimental

カンチレバーBL-AC10D（OLYMPUS）に、RSPM（AT-504）の付帯設備であ
るSEMを利用して、EBD法を用いて探針を形成した後に、酸素雰囲気下で40 Wの
出力によるプラズマアッシングを2時間実施した。その後、SEMにより計測を行っ
た。

結果と考察
Results and Discussion

図１に所定の条件でプラズマアッシングを実施したプローブのSEM像を示す。プラ
ズマアッシングの前後において、EBDプローブの先鋭化が確認された。画像解析ソ
フト上では、処理の前後で約20nm以下の差分が確認され、先端曲率半径は3 nm以
下になっていると推測される。そのため、限界まで先端曲率半径を小さくすること
で、形状が統一されたプローブを作製できる可能性がある。しかしながら、EBD探
針の状態によってはプラズマアッシングにより根元から屈曲してしまう事例も確認
された。このことから、先端のみを積極的に先鋭化する方法の確立が今後の課題で
ある。
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図１：プラズマアッシング後のプローブ形状の比較。画像左上はプラズマアッシン
グ前のプローブ(a, d)、画像左下はプラズマアッシング後のプローブ(b, e)、右側は
それぞれを重ね合わせたSEM画像(cはaとb、fはdとeの重ね合わせ)。
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